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Elektromigration ist ein Materialmigrationsprozess in den metallischen Leiterbahnen inte-
grierter Schaltkreise. Dabei werden durch Impulsübertragung von Elektronen auf die Me-
tallatome bei hohen Stromdichten gerichtete Diffusionsprozesse angeregt, die zum Ausfall 
der Leiterbahn führen. 
 
Es ist abzusehen, dass die durch die ITRS-Roadmap prognostizierte weitere Strukturver-
kleinerung ein deutliches Ansteigen der zu erwartenden Stromdichte zur Folge hat. Damit 
sind die bislang praktizierten Maßnahmen gegen Elektromigration nicht mehr ausreichend. 
Als weitreichendste Konsequenz gilt jedoch, dass auch in digitalen Schaltungen Elektro-
migrationserscheinungen gravierende Auswirkungen auf deren Zuverlässigkeit haben 
werden. Daher sind neue Maßnahmen gegen Elektromigrationserscheinungen dringend 
notwendig. 
 
Die heutige Rechentechnik erlaubt zwei- und dreidimensionale Stromdichte-Simulationen 
auf der Basis finiter Elemente in sehr kurzer Rechenzeit. Diese können zur Berücksichti-
gung von Elektromigration während des Layoutentwurfs herangezogen werden. Für eine 
Aussage zur Lebensdauer einer Leiterbahn sind theoretische Modelle notwendig, welche 
zusätzliche Einflussfaktoren, wie Frequenzen, einbeziehen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der etwa 30-minütige Vortrag stellt einführend Elektromigration und die Dringlichkeit ihrer 
Beachtung beim Schaltungs- und Layoutentwurf vor. Danach wird eine Methode diskutiert, 
mit der sich Richtlinien für zukünftige Elektromigrations-robuste digitale Schaltungen auf 
der Grundlage von Finite-Elemente-Simulationen herleiten lassen. Abschließend wird auf 
die experimentelle Verifikation der verwendeten Modelle eingegangen.  


